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梶原チーム：DART 基本コンセプト梶原チーム：DART 基本コンセプト

限界遅延値

MTTF

フィールドでのパワーオンテスト

警告&交換等による突然の

システムダウン回避

時間

①出荷時

②劣化状態

③故障発生
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～突然のシステムダウンを回避・・・安全・安心～

システム空き時間（パワーオン・オフ等）を利用したテスト
遅延劣化量測定、動作マージンの確認、ログの蓄積
故障発生前に警告

D: Degrade Factor   A: Accuracy   R: Report   T: Test Coverage
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テストのための標準化：IEEE Standard 1149.1 & 1500テストのための標準化：IEEE Standard 1149.1 & 1500
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Scan + IEEE 1149.1 Scan + IEEE 1500 + IEEE 1149.1
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コア（機能ブロック）の概念が消失
回路全体を一括テスト

コア（機能ブロック）毎の独立テスト可能
分離のためのオーバヘッドが必要
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DART: SoCテストアーキテクチャDART: SoCテストアーキテクチャ

生産テストの枠組みを利用（短時間での網羅性、低コスト）
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インターコネクト

SoC 
テスト

コントローラ

テストアクセス機構

コア コアコア

テストタイミン
グ生成

温度・電圧
モニタ制御

ユーザ論理ユーザ論理

コアテスト
コントローラ

テストアクセス機構

テストパターン
テスト応答

CLK

警告

終了

システム

開始
全体制御
テストスケジューリング
（時間、実行順）
テストフロー管理
（タイミング制御）
劣化量推量
劣化判定
ログ管理

テスト情報の
コアへの伝搬
テストタイミング
（圧縮）テストパターン・
テスト応答
温度・電圧

実行ログ＆
パターン記憶
テストパターン（or シード）

テスト結果，測定結果ログ
パラメータ等

温度・電圧の推定
複数のROモニタの測定値から

温度・電圧を求める

コアテスト実行制御
テストパターン展開・印加
テスト応答観測・圧縮
テストタイミング生成
温度・電圧モニタ指示

コア コア コア

コア

モニタ回路（RO)

モニタ帰路（RO)

インターコネクト

SoC 
テスト

コントローラ

ROM or
不揮発性メモリ
（内部 or 外部）

ROM or
不揮発性メモリ
（内部 or 外部）
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出口戦略出口戦略

システム／要素の複数切り口での実用化を目指す

研究チーム研究チーム

協力企業・研究機関
システム/半導体ベンダー・

研究所/大学

協力企業・研究機関
システム/半導体ベンダー・

研究所/大学

課題解決と
適用

権利化
等

権利化
等

システム／
半導体ベンダー・
研究所／大学

システム／
半導体ベンダー・
研究所／大学

・組込みテスト
・遅延測定，補正
・劣化判定

・組込みテスト
・遅延測定，補正
・劣化判定

・高品質低コスト
テスト

・温度均一化
テスト

・高品質低コスト
テスト

・温度均一化
テスト

EDAベンダー
・DFT方式／ATPG
アルゴリズムの導

入

EDAベンダー
・DFT方式／ATPG
アルゴリズムの導

入

学会／論文，
講演・新聞発表

・技術水準確認

・関連技術研究の
促進

学会／論文，
講演・新聞発表

・技術水準確認

・関連技術研究の
促進

研究・開発

システム成果物

DR&
実用化課題抽出

NDANDA 共同開発契約共同開発契約

方式方式

・遅延補正回路
・劣化判定回路
・DFT／BIST回路

・遅延補正回路
・劣化判定回路
・DFT／BIST回路

IPIP

ソフトソフト

特許特許

ノウハウノウハウ

ライセンスライセンス

ライセンスライセンス

特許3件
出願済

国際学会採択16件
学術論文誌採択2件

招待講演2件
NDA締結2件
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まとめまとめ

うれしさ

突然のシステムダウンを回避

VLSI内部の「見える化」：動作マージン・遅延劣化履歴 etc

普及のために必要なこと

コストに関する議論
設計フローの変更、回路サイズ、テストコスト etc

ディペンダブルアーキテクチャに対するテスト技術
生産テスト時

フィールド使用時
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